Beszamolo a IV. Nemzetkozi Megbizhatosagi
és Karbantarthatésagi Konferenciarol
(Franciaorszag, 1984. majus 21-25.)

A franciaorszigi Perros-Guirec-ben negyedik alka-
lommal rendezték meg a nemzetkdzi részvételdi meg-
bizhatésagi konferencidt. Ez a rendezvény t6bb vo-
natkozasban — a témateriileteket és az egyes részt-
vev§ szakemberek személyét is figyelembe véve —
szoros kapcsolatban van a hazai hasonlé témaju kon-
ferenciaval (Megbizhatdésag az elektronikdban szim-
pozium). Ezért a francia konferencia szervezésével és
lebonyolitasinak technikai kérdéseivel kapcsolatos
tapasztalatok, amelyekre jelen beszdmol6é nem tér ki,
kozvetlenil hasznosithatok az 1985-ben megrende-
zésre keriilé Relectronic "85 szimpoéziumon. A francia
konferencia miiszaki-tudoményos eredményeinek ro-
vid dsszefoglalasdban meg kell emliteni, hogy a kon-
ferencidn 26 orszdg tobb, mint 600 szakembere vett
részt. Az elhangzott 120 el6adas (hagyomany el6-
adds, poszter-eldadas és tn. ,taldlkozd” eléadas)
témavalasztdsa, az eldadasokat kovetd igen ¢élénk
vita és a neves kiilf61di szakemberek véleménye alap-
jan megallapithatdé volt, hogy a szakferiilet legfonio-
sabb fejlodési irdnyai a kivetkezdk:

— integralt dramkoérok mindségének és megbizha-
tésdganak biztositdsa és az elért szint igazolasa-
ra vizsgilati rendszer kidolgozasa,

— elektronikai alkatrészek és alapanyagok vizs-
galata a gyartonal és a felhasznalonal egyarant,
a felhasznalok kovetelményei,

— hibafizikai vizsgalatok a hibamechanizmusok
feltarasara,

~ — rendszerek megbizhatoésdganak, karbantartha-
tosagdnak és hasznalhatosiganak értékelése
koltségtényezbk fiiggvényében,

— a Bayes-modszer és a faktordlis analfzis méd-
szerének alkalmazdsa a megbizhatosagi jellem-
z8k meghatirozésara,

— software megbizhatdsagi modellek kidolgozasa,

— megbizhatosdg elérejelzése és az lzemeltetési
megbfzhatosag értékelése.

Az el6z6ekben felsorolt témateriiletek kozil ki
kell emelni az integralt dramkoércok megbizhatosagi
kérdéseivel foglalkozo eléadésokat. Ezek a beszamo-
16k részletesen targyaltak tobbek kozott a DIFOX 1
technoldgiaval megvaldsitott gyors bipolaris integralt
dramkorok megbizhatosaganak értékelését, a VLSI
és gate-array aramkorok minéségének meghatarozasi
modszerét, valamint az integralt Aramkorok felhasz-
naloinal végzett vizsgalatokkal kapcsolatosan eljara-
sokat ismertettek az LSI 4dramkérok (64 Kbites
EPROM-ok és 64 Kbites dinamikus RAM-ok) fel-
hasznaloéi szempontu megbizhatosigi értékelésére
vonatkozoan.
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A DIFOX 1 technolégiaval készitett bipolaris
integralt dramkorok magas hémérsékleten (275 °C
réteghémérsékleten) végzett 8000 oras vizsgalataibol
2.1077/6ora meghibasodasi rata értéket hatdroztak
meg. A legfontosabb hibamechanizmus — a francia
eldadok megallapitasa szerint — az elektronmigracio
volt. Baiget (Franciaorszag) gate-array aramkorok
125 °C hémérsékleten végzett 2000 oras vizsgalatairol
szamolt be. A CMOS technolégiaval eldallitott aram-
korsk megbizhatosagat a technolégiafolyamat szigorn
ellendrzésével biztositottak, igy érték el, hogy a meg-
bizhatésagi vizsgalatok mar az eszkdzok kivaléo mind-
ségét igazoltak.

Szdmos japan (Thata, Kawanaka, Yoshida) és
olasz (Brambilla, Benedini, Pollino) felhaszn4lé valla-
latnal dolgozd megbizhatosagi szakember foglalko-
zott a f6ként miiholdakban alkalmazasra Kkeriil§
mikroelektronikai eszk$z6k megbizhatosdganak vizs-
galataval. Megallapitottak, hogy az eszkozok szalli-
toinak mindsitésén talmenden szilirdvizsgalatokat,
hibaanalizis vizsgalatokat kell a felhasznalonak el-
végeznie az {izemi megbizhatosag biztositasa érdeké-
ben. A 64 Kbites EPROM-ok 200 °C és 250 °C hé-
mérsékleten végzett 3000 oras vizsgalatabdl, a toltés
elvesztés hibamechanizmusahoz tartozé 0,7 eV akti-
valasi energia figyelembevételével, 55 °C-ra extra-
polaltdk az eredményeket, igy 50 fit=5.10-8/6ra
meghibasodasi rata értéket kaptak, amely a felhasz-
nalasi kovetelményeknek megfelels érték.

CMOS integralt Aramkorok esetében mind a gyar-
toknal, mind a felhasznalokndl végzett vizsgalatok
koziil legfontosabbnak a 85 °C hdmérsékleten, 85%
relativ légnedvesség-tartalom melletti vizsgalatokat
tekintették, mivel ezek a legalkalmasabbak az alu-
minium fémezés korrézidja okozta hibak kimutata-
sara (Rooney [USA], ITO [Japan]).

Az integralt Aramkorok megbizhatosig- és mindség-
biztositasi tevékenysége kiilonos jelentséggel szere-
pelt a mindségbiztositdssal foglalkozod kerekasztal-
vitdban is. Arciszewski (Franciaorszag) vitaindito
eléadasaban kiilon kitért a nagy bonyolultsagn
memoridk mingség- és megbizhatosag biztositdasanak
fontossagara mar a technologiafolyamatok ellenérzé-
se sordn, majd ismertette a nemzetkdzi szervezetek-
ben (példaul TECQ) kidolgozott vizsgalati rendszere-
ket és javasolt szilir6vizsgalati modszereket. Az el6-
adast kovetd vitdban a hozzaszolgk sziikségesnek tar-
tottak, hogy az egyes mindsité jellegii vizsgalati soro-
zatokhoz — az USA-ban kidolgozott rendszerhez
hasonléan — Eurépéban is rendeljenek hozza ming-
ségi osztalyokat, illetve mindségi tényezd értékeket.
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Rubat (Franciaorsziag) a VLSI dramkérok mindség-
biztositas soran feltétleniil sziikségesnek tekintette a
scanning elektronmikroszkép hasznalatat. Birolini
(Svajc) egy fiiggetlen vizsgalo intézetben végzett te-
vékenység tapasztalatairél szadmolt be. Ramutatott
arra, hogy az IC-felhasznaloknak kereskedelmi miné-
ségii eszkozok esetében 100%-os idegendru ellendrzést
és sziir6vizsgalatot kell elvégezniiik. LSI és VLSI esz-
kozok esetében azonban a bonyolultsaghol adédo mé-
rési nehézségek miatt és az ijabb — miniatiirizalasbol
ad6dé — hibamechanizmusok feltarasa érdekében a
vizsgalatok elvégzésére a fiiggetlen vizsgilé intézete-
ket kell felkérniiik.

Az el6adasok egy jelentékeny része foglalkozott a
megbizhatosig elérejelzés kérdéseivel, valamint az
iizemeltetési adatok értékelésével. A felhasznaloi
tapasztalatok fontossagat emelte ki Degrave (Fran-
ciaorszag) és ramutatott arra, hogy a gyarté és fel-
hasznalé kozotti egyiittmiikodés hogyan ecsokkent-
heti az {izemeltetés soran megfigyelt meghibasodasok
szézalékos aranyat. A telefonkézpontok és az azok-
ban felhasznalt elektronikai alkatrészek iizemeltetési
megbizhatosagat értékelte tobb elSadas, igy RYD-
BECK (Svédorszag), DUTT (NSZK), és LELIEVRE-
MONFORT (Franciaorszag). Megallapitottak tébbek
kozott, hogy még LSI aramkorok esetében is 10-8/6ra
nagysagrendii meghibésodasi ratat figyeltek meg. A
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miianyag tokozast eszkozok esetében a meghibasoda-
sok oka az esetek 60%-aban a korrézié volt.

Az elméleti témateriileteken, igy a rmatematikai-
statisztikai modszerek alkalmazasa teriiletén egyre
fontosabb szerepet kap a Bayes-modszer és a fakto-
ralis analizis modszerének alkalmazasa (1. HRYNIE-
WICZ [LNK], Carlotti [Olaszorszag], Boulet [Fran-
ciaorszag]). Masude (Japan) egyszer(i médszert ismer-
tetett a Weibull-eloszlds paramétereinek becslésére
rendezett mintaelemekhbdl.

A rendszer-megbizhatdsag értékelése teriiletén a
rendszer hatékonysag szamitasaval foglalkozott Beh-
mann (Kanada), Fischer (NDK), az angol Feather-
thone pedig a rendszer-megbizhatdsig szimul4cio
kérdéseit targyalta.

Végezetiill a software megbizhatésagat jellemz§
modellekkel kapcsolatos eldadast kell megemliteni,
amelyben a japin Ohba a nem-homogén Poisson-
folyamatok felhasznaldsdval modellezte a software
hibakat. Decroix (Franciaorszag) pedig a software
és hardware megbizhatésdg értelmezése kozotti
kiilonbségre mutatott ra. Hangsualyozta, hogy a soft-
ware meghbizhat6sig meghatarozasa soran figyelembe
kell venni azt a tényt, hogy degradaciés meghibaso-
dasokkal ez esetben nem kell szamolni.

Balogh Albert
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